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Спутник “Михайло Ломоносов” – новый университетский проект, реализация которого находится на стадии завершения. Это полноценный космический аппарат, перед которым поставлен целый ряд важнейших научных задач. Это - исследование космических лучей предельно высоких энергий, исследование космических гамма-всплесков, исследование транзиентных световых явлений в верхних слоях атмосферы и исследование магнитосферных частиц.
Как известно, космические аппараты постоянно подвергаются воздействию радиации. Взаимодействие радиационных частиц со структурными элементами бортовой электроники приводит к различным дефектам, которые в свою очередь вызывают сбои в работе бортовых систем. 
Например, при прохождении ионизирующего излучения через вещество выделяется энергия, которая в дальнейшем распределяется по всему объему вещества. В основном это происходит за счет перераспределения свободных носителей заряда, возникающих при ионизации, а также смещения атомов из их нормального положения. Влияние этих явлений на работу бортовой электроники обусловлено зависимостью параметров отдельных микросхем, входящих в состав аппаратуры, от эффектов смещения и ионизации. В свою очередь, реакция отдельного чипа на взаимодействие с частицей определяется, прежде всего, специфическими для него технологическими и схемотехническими решениями.
Одной из систем, которые будут работать на спутнике “Михайло Ломоносов” является система вторичного электропитания. Эта система входит в состав блока информации, который будет осуществлять управление комплексом научной аппаратуры, сбор, хранение и передачу телеметрической информации. 
Система вторичного электропитания осуществляет подачу питания к периферическим системам. Она состоит из нескольких плат, на которых установлены: контроллер (для управления и сбора информации), ключи (для подачи питания к соответствующим приборам), преобразователи питания, измерители тока и температуры и некоторые другие элементы.  Для предотвращения возможных сбоев, которые могут возникнуть при воздействии радиации, было сделано следующее: во-первых, установлена дублирующая система. Во-вторых, был предпринят ряд схемотехнических решений (к примеру, для подачи питания к одной периферической системе используется не один, а четыре ключа; при этом они включены таким образом, что при выходе из строя одного или двух ключей система продолжит работать). Кроме этого на платах также дублированы измерители тока и предусмотрена возможность дальнейшей работы системы при их выходе из строя.
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